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Sensofar S-Serie

Spure ds

Die neue S-Serie flr
Optische 3D-Profilometrie.
Die Linie, die das Tor in ein
neues 3D-Erlebnis offnet.

Entworfen als Optischer 3D-Profilometer fiir
hochste Anspriiche, Gbertrifft das S neox

alle anderen Gerdte am Markt, indem es
Konfokalmikroskopie, Interferometrie und Fokus
Variation in einem Gerat kombiniert, und dabei
komplett auf bewegliche Bauteile im Me3kopf
verzichtet.

S neox, das Beste
aus 3 Techniken.




3-in-1 Technologie

D-Erlebnis

Konfokal

Konfokalmikroskope erlauben
die Vermessung einer Vielzahl
unterschiedlicher Oberflachen,
von glatt bis sehr rau. Die
Konfokalmikroskopie bietet
dabei die hochste laterale
Auflésung aller optischen
Untersuchungsmethoden.

Ein rdumliches Sampling

von 0,Tum kann erreicht
werden, welches fiir die critical
dimensions'Messungen
wichtig ist. Objektive mit
hoher Numerischer Apertur
(0,95) und hoher Vergré3erung
(150X) ermdglichen die
Vermessung glatter Oberfdchen
mit steilen Flanken Gber 70°
(auf rauen Oberfldchen bis
86°). Sensofars proprietdrer
Konfokalalgorithmus erreicht
eine vertikale Wiederholbarkeit
in nm-Bereich.

Interferometrisch
PSI

Phasenschiebungsinterferometer
(PSI) wurden zur Vermessung sehr
glatter, kontinuierlicher Oberfldchen
entwickelt. Dabei kann, unabhangig
von der Numerischen Apertur des
verwendeten Objektivs, eine vertikale
sub-nm-Auflésung erzielt werden.
Damit kénnen auch beispielsweise
sehr gering vergroBernde Objektive
(2,5X) zur Vermessung sehr grofBer
Bereiche extrem glatter Proben
eingesetzt werden.

VS| weilichtinterferometer (VSI)
wurden zur Vermessung glatter bis
mittelrauer Oberfléchen entwickelt.
Die Weillichtinterferometrie
erreicht eine vertikale Auflosung im
nm-Bereich tber alle Numerischen
Aperturen (NA) hinweg. Das

S neox kann daher Topografien
unabhéngig vom verwendeten
Objektiv mit der gleichen
Hoéhenauflosung vermessen.

Fokus Variation

Die Fokus Variationstechnik
wurde zur Formmessung grofer,
sehr rauer Proben entwickelt.
Diese Technik konnte mittels
Sensofars grol3er Erfahrung in
der Kombination von Konfokal-
und Interferenztechnik realisiert
werden und erganzt die
Konfokalmessungen im Bereich
geringer VergroRerungen. Die
Highlights dieser Technik sind
die sehr hohe Geschwindigkeit
(mm/s), der grofe vertikale
Bereich und die melbaren
Flankenwinkel von bis zu

86°. Diese Eigenschaften
pradestinieren die Technik
beispielsweise flr die
Formmessung von Werkzeugen.

Konfokal, ohne bewegte Bauteile

Die Konfokaltechnik wird beim S neox mittels Sensofars patentierter
Display-Technologie realisiert. Dabei kommt ein FLCoS-Display
(ferroelectric liquid crystal on silicon) zum Einsatz, welches sich durch
kurze Schaltzeiten auszeichnet. Der Verzicht auf bewegliche Bauteile
im MeBkopf macht das Konfokalscanning sehr schnell und stabil und
garantieren eine hohe Lebensdauer. Herkdmmliche Systeme, die mit
Mikrospiegeln arbeiten, haben eine begrenzte Lebensdauer und oft
auch ein Pixeldithering bei hohen VergréRerungen.
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Mit dem Fokus, die Beleuchtung fiir jede Anwendung ~ hohere Kohdrenz (bis zu 20 um) und erlauben daher

zu optimieren, besitzt das S neox 4 LED Lichtquellen: auch Phasenschiebungsinterferometrie auf grof3en

rot (630 nm), griin (530 nm) und blau (460 nm), Bereichen mit glatter Oberflache. Zusatzlich kénnen die
sowie weil3. Kurze Wellenlangen kommen zum Lichtquellen gepulst eingesetzt werden und damit ein
Einsatz, wenn eine mdglichst hohe laterale Aufldsung hochaufldsendes Echtfarbbild mit hohem Kontrast oder
benétigt wird, langere Wellenlangen bieten eine sogar ein farbkodiertes quasi-3D-Echtzeitbild erzeugen.
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See the Dbig picture

Im S neox kommt ein hochaufldsender CMOS-Sensor mit

1232 x 1028 Pixeln in Kombination mit einem hochauflésenden
Bildschirm mit 2560 x 1440 Pixeln zum Einsatz.

Die Messbilder konnen in ihrer nativen Auflosung dargestellt
werden, mussen also nicht skaliert werden und erscheinen
daher immer scharf, lebendig und realistisch.

Sequentielle Farben

Alle Pixel in
e
Fchtfarbe
vt e e

sequentiell. Die drei
monochromatischen Einzelbilder

werden zu einem hochauflésenden

Echtfarbbild kombiniert. Die

Vorteile sind eine hohe Farbtreue

und Sattigung sowie eine echte

Pixel-zu-Pixel-Farbinformation.

Im Gegensatz zu herkdmmlichen

Systemen, die eine Bayer-

Matrixtechnik verwenden, missen LY
beim Sensofar S neox keine

Farbinformationen zwischen den
Pixeln interpoliert werden.
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“mpfinden

Eine neue Art des
3D Erlebnisses

Eine konfokale RGB Bildansicht erlaubt es dem
Anwender Details im nm-Bereich innerhalb eines
um-Hohenbereiches bereits vor der Messung

zu erkennen. Dazu werden die 3 Lichtquellen
(rot, griin und blau) gepulst zur Beleuchtung der
Oberflache eingesetzt. Unter Ausnutzung der
chromatischen Abbildungsfehler der Objektive
erhalt man eine farbkodierte Hohendarstellung,
die als ein Pseudo-Farb-Topografiebild mit
qualitativer Hoheninformation dargestellt werden
kann.




Hochste Detailstufe

Die Nanowelt
in Inren Augen

Konfokalbilder werden mit hochster
Kameraauflosung aufgenommen und
liefern erstaunlich detailreiche Bilder.

Ein kompletter 3D-Scan benétigt meist weniger als 10 Sekunden. Fiir Hochgeschwindigkeitsmessungen
und extrem schlecht reflektierende Oberflachen kénnen auch 2x2 Kamerapixel zusammengefasst werden,
womit komplette 3D-Scans in weniger als 3 Sekunden ermdglicht werden.

Ein kompletter
3D-Scanin S
unglaublichen




Im S neox kommen die Premium-CF60-2-Objektive

von Nikon zum Einsatz, die speziell entworfen wurden .«-’;

um die chromatische Abberration zu minimieren und ‘
scharfe, flache, klare Bilder mit hohem Kontrast und
hoher Auflésung zu produzieren. Phasen-Fresnel-
Linsen sorgen fr grolSere Arbeitsabstande, was dazu
fuhrt, dass Sensofars S neox das Gerat am Markt ist, das
die groBsten Arbeitsabstande tiber alle NA bietet.

Die qualitativ hochwertigsten Objektive
liefern die hochste Performance.

Beste laterale
Auflosung

Das Rayleigh-Kriterium besagt, dass sich zwei
selbstleuchtende Punkte dann gerade noch unterscheiden lassen,
wenn das Intensitatsmaximum des Beugungsscheibchens des
ersten Punktes in das Minimum des Beugungsscheibchens des
zweiten Punktes fallt.

RIateral = K ¢ A / NA
Die laterale Auflésung wird erhoht, wenn eine kurze Wellenldnge
A und eine Objektive mit hoher Numerischer Apertur
(NA) verwendet werden. Der K-Faktor ist vom Durchmesser
der Beugungsscheibe und den Abbildungsbedingungen
abhangig. Die Konfokaltechnik reduziert den Durchmesser der
Beugungsscheibe um ca. 30% gegeniber der herkdmmlichen
Mikroskopie. Durch Einsatz von inkoharenten Lichtquellen
(LED) anstatt von kohdrenter Beleuchtung (z.B. Laser) kann der
K-Faktor wetiter verkleinert werden.

Aus diesem Grund uibertrifft die laterale Auflosung
des S neox die von laserbasierten Systemen und
bietet die beste optisch erreichbare Auflosung.

DUnne & Dicke Schichten

Mit dem spektroskopischen Reflektometer

bieten wir eine Komplettlésung fiir diinne und
dicke Schichten. Das flexible S neox bietet die
Moglichkeit, eine Faseroptik in den Strahlengang
einzukoppeln, mittels derer diinne Schichten ab
10 nm und Mehrfachschichtsysteme (Substrat +
maximal 9 Schichten) vermessen werden kdnnen.
Die Faseroptik misst durch das Objektiv, womit
Spotgrolen bis ca. 5 um ermdglicht werden. Da
zur Beleuchtung die herkdmmliche integrierte
WeiRlicht-LED verwedent wird, ist es moglich, an
der gleichen Position sowoh! die Topografie, als auch
das Hellfeldbild und die Schichtdicke zu messen.



Verschiedene Konfigurationen

Probengrolde ist
uns wichtig

Das Sensofar S neox besitzt einen kompakten

Aufbau und ist ideal zur schnellen, beriihrungslosen

Vermessung der Mikro- und Nanogeometrie

technischer Oberflachen geeignet. Die vielen Optionen

und verfiigbaren Konfigurationen machen es zu einem L/XL
kompletten Werkzeug fiir nahezu alle Messaufgaben.

Welche GrofSe bendtigen Sie?

Wahlen Sie vom portablen bis zum XXL-Gerat  xx.

XS Bl FOV

700mm

Das S neox bietet die Flexibilitat und Effizienz, die von
einem Gerat fir Forschung und Entwicklung oder

die Qualitdtskontrolle gefordert werden, genauso wie
kundenspezifische Aufbauten, die es zum Einsatz in
der Prozesskontrolle oder zur Vermessung sehr grol3er
Proben (bis zu 700 x 600 mm?) pradestinieren.




Datenaufnahme- und -auswerte-Software

5ensoSCAN

Sparen Sie Zeit,
erleichtern Sie
sich die Arbeit

Als Steuersoftware findet die
einfach zu bedienede SensoSCAN
mit ihrem klaren, anwender-
freundlichen Benutzeroberfldche
Verwendung. Der Anwender wird
durch die 3D-Welt gefiihrt und er-
fahrt ein einzigartiges Erlebnis. Mit
SensoScan kann jede Anwendung
erledigt werden, von der Einfach-
messung bis zum komplizierten
Rezept. Die wichtigsten Parameter
haben Sie dabeiimmer im Blick.

Ein komplettes
System fiir alle
Anwendungen

Ein Ubersichtswerkzeug

hilft dem Anwender bei der
Vorbereitung der Messung
und der Uberpriifung der
Messposition. Das Arbeiten
mit Objektiven hoher
VergroRerung wird erleichtert,
da man zu jeder Zeit exakt
weil, wo man sich auf der
Probe befindet.

Automatisie-
rungsprozedur

Automatische Messungen
werden mit Hilfe des Rezept-
Editors programmiert, einem
sehr leicht zu bedienenden
Werkzeug. Es ist ideal geiegnet zur
Erstellung von Serienmessungen
in der Qualitatskontrolle.
Probenidentifizierung,
Datenauswertung und -export,
sowie Beurteilung anhand von
“qut”/“schlecht’-Kriterien kdnnen
vollstandig automatisiert werden.



Alles ist schnell,
wirklich schnell

Dank unserer proprietdren
Algorithmen kann das

S neox Daten in weniger als 1
Minute nach Positionierung
der Probe aufnehmen.
Selbstverstandlich immer
mit der obersten Prioritdt, die
bestmdglichen Ergebnisse zu
erzielen.

..brauchen Sie menr?

Ein voll-automatiserter
Prozess (Messung und
Datenauswertung) kann mit
zwei Zusatzauswerte-Paketen
erleichtert werden: SensoPRO
oder SensoMAP.

Noch nie war die Qualitatskontrolle in der Produktion
so einfach und schnell durchzufiihren. Dank unserer
SensoPRO Software muss der Operator nur die
Probe auflegen und wird anschlieend durch den
Messprozel$ gefiihrt. Plugin basierte Datenanalyse
gibt Ihnen ein hohes Mal3 an Flexibilitdt. Beinhaltet
sind unter anderem ein PSS Modul (Konisch, Mesa
and Merging LEDs), Bump, Lochtiefe, Rauheit,
Stufenhohe, Trace und Trench. Neue Module kénnen
je nach Erfordernis leicht hinzugefligt werden.

SensoMap, basierend auf der Mountains Technologie
von Digitalsurf, ist eine extrem leistungsfahige

und umfangreiche Zusatzauswerte-Software. Sie

ist komplett modular aufgebaut und damit an

jeden Kundenwunsch anpassbar. Zwei Versionen
(Standard und Premium), sowie zahlreiche Module
(2D, 3D or 4D module, Advanced Contour, Grains

& Particles, Statistics and Stitching) sind verfligbar.
Selbstverstandlich ist auch eine automatische
Reporterstellung nach beliebiger Vorlage integriert.

neox
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Fokus auf

Das S neox spielt eine Schliisselrolle in vielen Bereichen
der Industrie, unter anderem in der Halbleiterindustrie,
in der Biomedizin oder in der Biotechnologie.

12
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Innovation

BedUrfnisse

Nach mehr als 10 Jahren als Lieferant fir Metrologie-
Messsysteme und mit einem tiefen Verstandnis fur

die sich schnell dndernden Anforderungen in der
Industrie, sind wir der Uberzeugung, dass High-
End-Produkte standiger Innovationen bediirfen.
Sensofars Optische Profilometer sind in hunderten von
Forschungslaboren, Qualitatskontrollabteilungen und
Materialforschungslaboren zur Untersuchung von Mikro-,
Nano-, und Sub-Nano-Materialeigenschaften auf der
ganzen Welt installiert. Das S neox wurde als vielfdltig
einsetzbares, multifunktionales Messgerat entwickelt,
immer mit dem Fokus auf Anwenderfreundlichkeit
und beste Performance. Wir wollen Ihnen helfen, lhre
Quialitdtskontrolle zu verbessern und Ihren Produkten
einen Mehrwert hinzuzufiigen.

Mit Elektronenstrahl
= texturierte Oberflache
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Systemkonfiguration

I —1
Spectroscopic Piezo Z Stage
Reflectometer 200um T T
\m- m\
[ N L — X
Sensor head Standard Adjustable Adjustable
base & column base & column column
Manual nosepiece Motorized nosepiece B
6 position 5 position
Manual XY Stage Motorized XY Stage D
100x 75 mm
160 160 mm Motorized XY Stage
250 x 200 mm
Interferometric Brightfield 300300 mm
= 0 High NA
10X 25X
20X 5X
50X 10X
100X 20X
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100X
150X
200X Tip-tilt
T ELWD
25% 20X
5X 50X
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Active vibration isolation

Passive vibration isolation
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Objektive

Hellfeld Interferometrisch
150X 2.5X

VergroBerung . 100X

Numerische Apertur (NA) } 0.0

0,55 0,70
Arbeitsabstand (mm) 6,5 235 17,5 45 1,0 1,0 0,2 10,3 93 74 47 34 2,0
NGO 6800x5675 | 3400x2837 | 1700x1420 | 850x710 | 340x284 | 170x142 | 113x95 J6800x5675 | 3400x2837 | 1700x1420 | 850x710 | 340x284 | 170x142

Datenpunktabstand” (um) [ 276 1.38 0.69 0.28 0.14 0.09 552 276 138 0.69 0.28 0.14

Optische Auflosung’ (um) Y 093 0.46 0.31 0.17 0.15 0.14 552 276 1.38 0.69 0.28 0.20

Messzeit (s) >3 >3

Konfokal PSI/ePSI/ VS
Vertikale Auflosung® (nm) 300 75 25 8 3 2 1 PSI/ePSI 0,17 nm (0,01 nm with PZT) VSIT nm
Maximaler Flankenwinkel® (°) 3 8 14 21 4) 51 71 3 ‘ 8 ‘ 14 21 ‘ 25 ‘ 42
Fokus Variation

1 Maximales Gesichtsfeld mit 2/3" Kamera und 0,5X Optik.
Min. messbare Rauheit Sa>10nm 2 PhelgroBe auf der Oberfiche.

) ) 3 [&S: Line & Space, Halfte des Beugungsbegrenzung nach dem Rayleigh Kriterium,
Maximaler Flankenwinkel () upto 86° Wert mit blauer LED.

4 Fiir Hellfeld-Objektive, 21 Scanebenen (konfokal), Fiir Interferenz-Objektive, 10 um

Scanbereich.
Andere Objektive sind verfiigbar. 5 Systemrauschen gemessen als Differenz zweer direkt nacheinander durchgefinrter Messungen
Fiir Konfokal / Fokus Variation: Waterimmersion Super Long \/\lorking am selben Ort auf einem Kalibrationsspiegel, der senkrecht zur optischen Achse positioniert ist.
K K . . ! . . Fir Interferenz-Objektive werden 10 Phasenbilder mit aktiver Schwingungsisolation gemittelt. Die
Distance, Extra Long Working Distance, Collar Ring depth focusing correction. 0010 werden mit i Pezo-Scamnr und neinem temperatur-stabfsertem Raumreicht
Fiir Interferometrie: Variable Reflektivitat, Michelson, Mirau und Linnik. 6 Aufglatten Oberflachen, bis zu 86° auf rauen Oberflichen.

Spezifikationen

WESEETSTIE 1232 x 1028 pixels
RDEReGIEIS rot (630 nm), griin (530 nm), blau (460 nm) und wei

LOVIIEN bis zu 40 mm Standard, 150 mm mit héhenverstellbarer Sdule, mehr auf Anfrage
PR EIGIIN bis zu 700 x 600 mm
VEIEIEEEWE 40 mm mit Linearmotor, 200 um mit Piezostage
EOEEREEENNSIGE PS| 20 um; ePSI 100 pm; VSI 10 mm; Konfokal 37 mm; Fokus Variation 37 mm
INCOIRNE el < 0,5 um/mm mit Linearmotor und < 30 nm/100 um (0,03 %) mit Piezo Stage
YN CUTNTUGE 2 nm mit Linearmotor; 0,75 nm mit Piezo stage
Stufenhohenreproduzierbarkeit NNV
Stufenhdhengenauigkeit JURKRA
ORI e 0,05 % bis 100 %
Anzeigeauflosung [(ORCOINAIN
NRENN Netzspannung 100 — 240V AC, Frequenz 50/60 Hz, einphasig
[@IIIEE Neuestes Intelprozessor, 2560 x 1440 Pixel Bildschirmauflosung (27°)
BRIGSSYNEUN Microsoft Windows 10, 64-bit

VIRGEVIOVE Temperatur 10 °C to 35 °C; Feuchtigkeit <80 % RH; Hohe <2000 m



Sensofar ist ein Technologie-Spitzenreiter
mit hochsten Qualitatsstandards im
Bereich der Oberflaichenmetrologie.

Sensofar bietet hochgenaue Optische Profilometer basierend auf
einer Kombination aus Interferometrie und Konfokalmikroskopie,
vom Standard-Aufbau fir Forschung und Entwicklung und
Qualitatskontrolle bis zur kompletten berihrungslosen
Metrologieldsung fiir online Produktionsprozesse. Sensofars
Metrologie-Systeme bieten eine Technik, mit denen unsere Kunden
echtes Neuland betreten kdnnen, besonders in den Bereichen
Halbleiterindustrie, Prazisionsoptiken, Datenspeicherung, Display-
Technik, Dick- und Dinnschichttechnik und Materialforschung.

Die Sensofar-Gruppe ist in Barcelona beheimatet, dem
technologischen Herzens Spaniens. Wir sind in mehr als 20
Landern durch unsere Partner vor Ort reprasentiert und haben
eigene Niederlassungen in Asien.

SENSOFAR.

METROLOGY

HAUPTSITZ

Parc Audiovisual de Catalunya
Ctra. BV-1274,KM 1

08225 Terrassa (SPAIN)

T:+34 937 001492

F:+34 937860116
info@sensofar.com

VERTRIEBSBURO

Room 102, Building C, No. 838
GUANGJI Road, HONGKOU District
Shanghai, 200434 (PR CHINA)
T:+86 216 1400058

F: +86 216 1400059
info.asia@sensofar.com




